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【背景】高温高湿試験における結晶シリコン系太陽電池モジュールの故障原因の 1 つとして、セルのエ

ミッターとフィンガー電極の間の電気的接触の損失による報告がなされている。最近のモジュールにおい

て EL 暗部の発生がバスバー付近から起こるものが増えている。前回の報告で、このような劣化を起こす

モジュールではセルに使用される電極材の材料に違いがあり、また劣化モードもガラスの劣化ではなく電

極材の銀とガラスの間に空隙が発生していることを示した。 

【実験】バスバー付近から劣化するセルをモジュール化し、それを用いて高温高湿試験を行い、EL 暗部

がどのように広がるかの確認を行った。またEL暗部から明部にかけてのフィンガー電極の分析を行った。 

【結果・考察】試験 2500 時間を経過したモジュールは 

バスバー付近から EL 暗部の広がりが発生した。EL 暗部と 

なるフィンガー電極をバスバーからの距離を変えて観察し 

たところ、バスバー近傍のフィンガー電極とシリコン基板 

の間からスズが検出された(図 2③)。バスバーから離れる 

と空隙が発生していた(図 2①, ②)。この状態の詳細は当日 

報告する。 
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図 1.各時間の EL 画像と暗部の高倍率画像 図 2. 界面 SEM 画像 
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